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Contexte & Moyens

Présentation

Plateforme de Caractérisation Multi-Physique,
P6le Champ Proche : 400 m? 1ISO8

3 Ingénieurs de Recherche — 40 utilisateurs
Réseau RENATECH

AFM "a l'air"
3 Instruments en acces libre

Kelvin Probe Force Microscopy Magnetic Force Microscopy
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Cartographies: Résolution nanométrique
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Spectroscopies: Adressage de nano — micro-objets
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Multi-échelles : Nano-structures - Matéeriaux - Composants

Current (nA)

Applications : Mémoires, capteurs, simulateurs quantiques, ...
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— Suppression de la NDR sous illumination a 30 THz @RT. —> Skyrmions Footprints.
Groupe NCM, collaboration avec Univ. Angers & Univ. Mons Groupe AIMAN-FILMS, collaboration avec Univ. Sultan Qaboos
Hnid et al. Nano Lett. 2024 E. Sid-Cara, Projet 3¢ année, Ecole Centrale de Lille

Sondes pour le KPFM

Caracterisation d’'un nano-fil adresseé par une grille. Collaboration avec Vmicro : test de sondes a longues pointes
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— Validation des sondes
AM-lift & FM-sidebands
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—> Mesure par AM-lift KPFM du potentiel sur le nano-fil.
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